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１．概要（Summary） 
パン粉の油切れは、添加する材料によって性質が異な

ることが経験的に分かっているが、具体的にどういう現象

が起きているのかは解明できていない。表面の微細構造

によって親水性、疎水性の性質が現れているのではない

かと考え、走査電子顕微鏡を用い、製造方法及び組成の

異なるパン粉の微細構造観察を試みた。 

 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 

走 査 電 子 顕 微 鏡 （ LV 付 き ） （ JEOL 社 製 , 
JCM-5700LV） 

 

・実験方法 

 2 種類のパン粉を上記の装置で観察を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
製法の違いにより、焙焼式パン粉（Fig. 1）と電極式パ

ン粉（Fig. 2）の SEM 画像で比較を試みたが、それぞれ

に特徴的な様相が観察された。また、組成の異なるパン

粉を作製し、同様に SEM による観察を行い、比較を試み

たところ、それぞれの組成により特徴的な構造が観察され

た。これらのことから、パン粉の微細構造解析に SEM が

有力であると考えられた。 

 

 

Fig. 1 Picture of roasting type bread crumbs 

 

Fig. 2 Picture of electrode type bread crumbs 
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